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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに交差する複数本のゲートライン及び複数本のデータラインに接続され、マトリッ
クス状に配列された複数のピクセルを有し、放射線の照射量に比例して生成される電荷を
前記複数のピクセルに貯蔵する放射線検出部と、
　前記複数本のゲートラインのうちの一部のゲートラインを選択し、選択されたゲートラ
インを制御するゲートモジュールと、
　前記複数本のデータラインのうちの一部のデータラインを選択し、選択されたデータラ
イン及び前記選択されたゲートラインにより前記複数のピクセルのうちから選択される少
なくとも一つの露出感知ピクセルに貯蔵された電荷を読み出すリードアウトモジュールと
、
　前記ゲートモジュール及び前記リードアウトモジュールを制御する制御部と、
　前記リードアウトモジュールが前記露出感知ピクセルから読み出す電荷量を用いて、前
記放射線検出部の放射線への露出有無を判断する自動露出感知部と、
を備え、
　前記自動露出感知部は、
　　基準電荷量値を設定する基準設定部と、
　　前記基準電荷量値及び前記露出感知ピクセルから読み出す電荷量を比較して、前記放
射線検出部の放射線への露出有無を判断する比較判断部と、
　　前記放射線検出部の放射線への露出有無に応じて、選択的な制御信号を生成する信号
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生成部と、
を備え、
　前記放射線検出部の放射線への非露出であると判断した場合に、
　　前記信号生成部は、前記放射線検出部の複数のピクセルに貯蔵された電荷を除去する
ためのリセット要請信号を生成し、
　　前記制御部は、前記リセット要請信号に基づいて、前記ゲートモジュール及び前記リ
ードアウトモジュールが前記放射線検出部の複数のピクセルの貯蔵された電荷を除去する
ように制御する
放射線検出器。
【請求項２】
　前記基準設定部は、前記放射線検出部の放射線への非露出時に、前記リードアウトモジ
ュールが前記露出感知ピクセルから読み出した電荷量を用いて前記基準電荷量値を設定す
る請求項１に記載の放射線検出器。
【請求項３】
　前記比較判断部は、前記露出感知ピクセルから読み出す電荷量が前記基準電荷量値以上
である場合に、前記放射線検出部の放射線への露出であると判断し、
　前記信号生成部は、前記放射線検出部の放射線への露出であると判断した場合に、前記
複数のピクセルを走査して映像出力用電荷を読み出すための走査要請信号を生成する請求
項１に記載の放射線検出器。
【請求項４】
　前記比較判断部は、前記露出感知ピクセルから読み出す電荷量が前記基準電荷量値より
も小さな場合に、前記放射線検出部の放射線への非露出であると判断する請求項１に記載
の放射線検出器。
【請求項５】
　前記ゲートモジュールは、前記複数本のゲートラインが順次に選択されるようにするラ
イン移動部を有し、
　前記ライン移動部は、前記露出感知ピクセルから電荷を読み出した後に初期化させて前
記選択されたゲートラインが再び選択されるようにする請求項１に記載の放射線検出器。
【請求項６】
　互いに交差する複数本のゲートライン及び複数本のデータラインに接続され、マトリッ
クス状に配列された複数のピクセルを有し、放射線の照射量に比例して生成される電荷を
前記複数のピクセルに貯蔵する放射線検出部を備える放射線検出器を用いた放射線撮影方
法において、
　（ａ）前記複数本のゲートラインのうちから一部のゲートラインを選択するステップと
、
　（ｂ）前記複数本のデータラインのうちから一部のデータラインを選択するステップと
、
　（ｃ）前記放射線検出部の放射線への非露出時に、前記選択されたゲートライン及び前
記選択されたデータラインにより前記複数のピクセルのうちから選択された少なくとも一
つの露出感知ピクセルから電荷を読み出すステップと、
　（ｄ）前記露出感知ピクセルから読み出した電荷量を用いて、基準電荷量値を設定する
ステップと、
　（ｅ）前記放射線検出部の複数のピクセルに貯蔵された電荷を除去するステップと、
　（ｆ）前記露出感知ピクセルから電荷を読み出し、読み出した電荷量及び前記基準電荷
量値を比較して、前記放射線検出部の放射線への露出有無を判断するステップと、
を含み、
　前記放射線への露出有無を判断するステップにおいて、前記放射線検出部の放射線への
非露出であると判断した場合に、
　前記ステップ（ｅ）及び前記ステップ（ｆ）を再び行う放射線撮影方法。
【請求項７】
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　前記放射線検出部が放射線に露出される露出時間を設定するステップを更に含む請求項
６に記載の放射線撮影方法。
【請求項８】
　前記放射線への露出有無を判断するステップにおいて、前記読み出した電荷量が前記基
準電荷量値よりも小さな場合には、前記放射線検出部の放射線への非露出であると判断す
る請求項６に記載の放射線撮影方法。
【請求項９】
　前記露出時間は、前記ステップ（ｅ）及び前記ステップ（ｆ）を再び行う周期よりも長
い請求項７に記載の放射線撮影方法。
【請求項１０】
　前記放射線への露出有無を判断するステップにおいて、前記読み出す電荷量が前記基準
電荷量値以上である場合には、前記放射線検出部の放射線への露出であると判断し、
　前記露出時間の間に前記放射線検出部の放射線への露出を維持するステップと、
　前記複数のピクセルを走査して映像出力用電荷を読み出すステップと、
を更に含む請求項７に記載の放射線撮影方法。
【請求項１１】
　前記露出感知ピクセルの電荷量データを補正するステップを更に含む請求項６に記載の
放射線撮影方法。
【請求項１２】
　前記電荷量データを補正するステップにおいては、前記露出感知ピクセルと隣り合うピ
クセルの電荷量データを内挿して、前記露出感知ピクセルの電荷量データを補正する請求
項１１に記載の放射線撮影方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線検出器及びこれを用いた放射線撮影方法に係り、更に詳しくは、自動
露出感知（ＡＥＤ：Ａｕｔｏ Ｅｘｐｏｓｕｒｅ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）機能を有する放射
線検出器及びこれを用いた放射線撮影方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、放射線撮影装置は、放射線を被写体に照射する放射線発生装置（Ｒａｄｉａｔ
ｉｏｎ Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ）及び被写体を透過した放射線を検出する放射線検出器（Ｒ
ａｄｉａｔｉｏｎ Ｄｅｔｅｃｔｏｒ）により構成される。
【０００３】
　この種の放射線撮影装置の放射線検出器は、下記の動作を順次に行う。まず、放射線検
出部に積もる暗電流をライン単位で消去するリセット（Ｒｅｓｅｔ）動作を行う。また、
放射線発生装置から照射される放射線を吸収する露出動作を行う。次いで、放射線検出器
から放射線照射により生成された電荷を読み出すリードアウト（Ｒｅａｄｏｕｔ）動作を
行う。
【０００４】
　このとき、放射線検出器は、リセット動作中に放射線発生装置から露出要請信号を受信
すると、進行中のリセット動作を全体の領域に亘って終える。次いで、放射線発生装置に
露出準備が終わった旨を知らせる露出準備信号を送信して露出動作を行う。
【０００５】
　このように、放射線発生装置と放射線検出器との間に互いの状態信号をハンドシェーク
（ｈａｎｄｓｈａｋｉｎｇ）するトリガー方式をアクティブライントリガー（Ａｃｔｉｖ
ｅ Ｌｉｎｅ Ｔｒｉｇｇｅｒ）方式と呼ぶ。
【０００６】
　このようなアクティブライントリガー方式の放射線発生装置を用いる場合、放射線検出
器は、露出要請信号の受信時点と露出準備信号の送信時点との間の時間の間にリセット動
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作を終えることができるので、良質の電荷量データが得られる。しかしながら、アクティ
ブライントリガー方式の場合、従来の放射線検出器に別途の装置を追加することを余儀な
くされるため、放射線検出器の構成が複雑であるという欠点がある。
【０００７】
　一方、放射線検出器に露出要請信号のみを送って放射線を照射するパッシブライントリ
ガー（Ｐａｓｓｉｖｅ Ｌｉｎｅ Ｔｒｉｇｇｅｒ）方式及び放射線検出器に露出要請信号
を送らずに放射線を照射するノンライントリガー（Ｎｏｎ－Ｌｉｎｅ Ｔｒｉｇｇｅｒ）
方式もある。このような方式の放射線発生装置を用いる場合、放射線検出器のリセット動
作から露出動作へと切り換わるのに時間がかかるため、照射された放射線の一部を消失し
てしまい、その結果、良質の電荷量データが得られない。
【０００８】
　また、放射線の消失量を減らすために、放射線検出器において一部の領域のラインに対
するリセット動作が終わっていない状態で露出動作を行う場合もある。この場合、得られ
た電荷量データを出力して生成される放射線映像にライン単位の劣化現象が発生するとい
う問題がある。
【０００９】
　このため、このような問題を解消するために、放射線が照射されるインタフェース環境
下において放射線の消失を極力抑えることにより、良質の電荷量データが得られる方式が
提案されている。このような方式は、放射線発生装置から照射される放射線を検出して自
体的に放射線の照射を知らせるための自動露出要請信号を生成する非同期方式であるが、
依然として問題を抱えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】大韓民国登録特許第１０－０３９４４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、自動露出感知（ＡＥＤ）のための別途の複雑な装置なしに自動露出感知機能
を行う放射線検出器及びこれを用いた放射線撮影方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一実施形態による放射線検出器は、互いに交差する複数本のゲートライン及び
複数本のデータラインに接続され、マトリックス状に配列された複数のピクセルを有し、
放射線の照射量に比例して生成される電荷を前記複数のピクセルに貯蔵する放射線検出部
と、前記複数本のゲートラインのうちの少なくとも一本のゲートラインを選択し、選択さ
れたゲートラインを制御するゲートモジュールと、前記複数本のデータラインのうちの少
なくとも一本のデータラインを選択し、選択されたデータライン及び前記選択されたゲー
トラインにより決定される少なくとも一つの露出感知ピクセルに貯蔵された電荷を読み出
すリードアウトモジュールと、前記リードアウトモジュールが前記露出感知ピクセルから
読み出す電荷量を用いて、前記放射線検出部の放射線への露出有無を判断する自動露出感
知部と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　前記自動露出感知部は、前記放射線検出部の放射線への非露出時に、前記リードアウト
モジュールが前記露出感知ピクセルから読み出した電荷量を用いて基準電荷量値を設定す
る基準設定部と、前記基準電荷量値及び前記露出感知ピクセルから読み出す電荷量を比較
して、前記放射線検出部の放射線への露出有無を判断する比較判断部と、前記放射線検出
部の放射線への露出有無に応じて、選択的な制御信号を生成する信号生成部と、を備えて
いてもよい。
【００１４】
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　前記比較判断部は、前記露出感知ピクセルから読み出す電荷量が前記基準電荷量値以上
である場合に、前記放射線検出部の放射線への露出であると判断し、前記信号生成部は、
前記放射線検出部の放射線への露出であると判断した場合に、前記複数のピクセルを走査
して映像出力用電荷を読み出すための走査要請信号を生成してもよい。
【００１５】
　前記比較判断部は、前記露出感知ピクセルから読み出す電荷量が前記基準電荷量値より
も小さな場合に、前記放射線検出部の放射線への非露出であると判断し、前記信号生成部
は、前記放射線検出部の放射線への非露出であると判断した場合に、前記放射線検出部の
複数のピクセルに貯蔵された電荷を除去するためのリセット要請信号を生成してもよい。
【００１６】
　前記制御信号を受け取って前記ゲートモジュール及びリードアウトモジュールを制御す
る制御部を更に備えていてもよい。
【００１７】
　前記ゲートモジュールは、前記複数本のゲートラインが順次に選択されるようにするラ
イン移動部を備え、前記ライン移動部は、前記露出感知ピクセルから電荷を読み出した後
に初期化させて前記選択されたゲートラインが再び選択されるようにしてもよい。
【００１８】
　本発明の他の実施形態による放射線撮影方法は、互いに交差する複数本のゲートライン
及び複数本のデータラインに接続され、マトリックス状に配列された複数のピクセルを有
し、放射線の照射量に比例して生成される電荷を前記複数のピクセルに貯蔵する放射線検
出部を備える放射線検出器を用いた放射線撮影方法において、（ａ）前記複数本のゲート
ラインのうちから少なくとも一本のゲートラインを選択するステップと、（ｂ）前記複数
本のデータラインのうちから少なくとも一本のデータラインを選択するステップと、（ｃ
）前記放射線検出部の放射線への非露出時に、前記選択されたゲートライン及び前記選択
されたデータラインにより決定される少なくとも一つの露出感知ピクセルから電荷を読み
出すステップと、（ｄ）前記露出感知ピクセルから読み出した電荷量を用いて、基準電荷
量値を設定するステップと、（ｅ）前記放射線検出部の複数のピクセルに貯蔵された電荷
を除去するステップと、（ｆ）前記露出感知ピクセルから電荷を読み出し、読み出した電
荷量及び前記基準電荷量値を比較して、前記放射線検出部の放射線への露出有無を判断す
るステップと、を含むことを特徴とする。
【００１９】
　前記放射線検出部が放射線に露出される露出時間を設定するステップを更に含んでいて
もよい。
【００２０】
　前記放射線への露出有無を判断するステップにおいて、前記読み出した電荷量が前記基
準電荷量値よりも小さな場合には、前記放射線検出部の放射線への非露出であると判断し
、前記ステップ（ｅ）及び前記ステップ（ｆ）を再び行ってもよい。
【００２１】
　前記露出時間は、前記ステップ（ｅ）及び前記ステップ（ｆ）を再び行う周期よりも長
くてもよい。
【００２２】
　前記放射線への露出有無を判断するステップにおいて、前記読み出す電荷量が前記基準
電荷量値以上である場合には、前記放射線検出部の放射線への露出であると判断し、前記
露出時間の間に前記放射線検出部の放射線への露出を維持するステップと、前記複数のピ
クセルを走査して映像出力用電荷を読み出すステップと、を更に含んでいてもよい。
【００２３】
　前記露出感知ピクセルの電荷量データを補正するステップを更に含んでいてもよい。
【００２４】
　前記電荷量データを補正するステップにおいては、前記露出感知ピクセルと隣り合うピ
クセルの電荷量データを内挿して、前記露出感知ピクセルの電荷量データを補正してもよ
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い。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の一実施形態による放射線検出器は、放射線への露出を感知するための別途の複
雑な装置なしに自動露出感知（ＡＥＤ）機能を行うことができる。このために、本発明の
放射線検出器は、集積回路（例えば、現場でプログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
）に内部論理回路として自動露出感知（ＡＥＤ）モジュールを組み込んで手軽に自動露出
感知（ＡＥＤ）機能を行うことができる。本発明において用いられた集積回路は、ゲート
モジュール及びリードアウトモジュールを制御するために必須的に用いられるものである
。また、放射線検出部の複数のピクセルのうちから選択された少なくとも一つの露出感知
ピクセルを用いて、一つの露出感知ピクセルだけでも自動露出感知（ＡＥＤ）機能を行う
ことができる。その結果、自動露出感知（ＡＥＤ）速度が上がり、自動露出感知（ＡＥＤ
）過程において失われる電荷量を低減することができる。
【００２６】
　また、本発明の放射線検出器は、放射線への露出を感知した後に放射線検出部をリセッ
トするわけではなく、放射線検出部を用いて放射線を感知した場合、指定された放射線へ
の露出時間の間に照射される全体の放射線を用いることができる。これにより、照射され
る放射線を効果的に用いることができ、指定された放射線への露出時間に見合う時間だけ
放射線撮影を行うことができて放射線撮影時間を短縮することができる。なお、効果的な
放射線の使用により設定された露出時間に見合う時間だけ被写体が放射線に露出されるの
で、放射線に被爆される検診者の被爆線量を最小化することができる。すなわち、効率的
な放射線の使用により設定された露出時間を全て用いることから、検診者に対する不要な
被爆の増加を抑えることができ、映像品質の低下を効果的に防ぐことができる。すなわち
、放射線の損失なしに撮影を行うことができる。
【００２７】
　一方、自動露出感知（ＡＥＤ）モジュールが別途の光検出部材又は放射線検出部材を有
する別途の装置ではないため、振動による感知エラーを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態による放射線検出器の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態による露出感知ピクセルを説明するための概念図である。
【図３】本発明の他の実施形態による放射線撮影方法を示す手順図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、添付図面に基づき、本発明の実施形態について詳細に説明する。しかしながら、
本発明は以下に開示される実施形態に何ら限定されるものではなく、異なる様々な形態と
して実現され、単にこれらの実施形態は本発明の開示を完全たるものにし、通常の知識を
有する者に発明の範囲を完全に知らせるために提供されるものである。一方、本発明の実
施形態を説明するために図面は誇張されているおり、図中、同じ符号は同じ構成要素を示
す。
【００３０】
　図１は、本発明の一実施形態による放射線検出器の構成を示すブロック図であり、図２
は、本発明の一実施形態による露出感知ピクセルを説明するための概念図である。
【００３１】
　図１及び図２を参照すると、本発明の一実施形態による放射線検出器１００は、互いに
交差する複数本のゲートライン１２１及び複数本のデータライン１３１に接続され、マト
リックス状に配列された複数のピクセルを有し、放射線の照射量に比例して生成される電
荷を前記複数のピクセルに貯蔵する放射線検出部１１０と、前記複数本のゲートライン１
２１のうちの少なくとも一本のゲートラインを選択し、選択されたゲートライン１２５を
制御するゲートモジュール１２０と、前記複数本のデータライン１３１のうちの少なくと
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も一本のデータラインを選択し、選択されたデータライン及び前記選択されたゲートライ
ン１２５により決定される少なくとも一つの露出感知ピクセル１１５に貯蔵された電荷を
読み出すリードアウトモジュール１３０と、前記リードアウトモジュール１３０が前記露
出感知ピクセル１１５から読み出す電荷量を用いて、前記放射線検出部１１０の放射線へ
の露出有無を判断する自動露出感知部１４０と、を備えていてもよい。
【００３２】
　放射線検出部１１０は、放射線が照射され、照射される放射線により電荷が生成されて
もよい。放射線検出部１１０は、マトリックス状に配列された複数のピクセルに仕切られ
てもよく、各ピクセルに放射線の照射量に比例して生成される電荷を貯蔵してもよい。放
射線検出器１００は、放射線が照射されて電荷を生成する物質（例えば、光導電物質など
）を用いて直接的に電荷を生成する直接方式であってもよく、放射線を可視光線に変換す
る物質（例えば、シンチレータなど）により照射される放射線を可視光線に変換して光ダ
イオードを用いて間接的に電荷を生成する間接方式であってもよい。間接方式である場合
、放射線検出部１１０は、各ピクセルごとに照射された放射線を受光して発光しながら可
視光線フォトン（ｐｈｏｔｏｎ）を出力するシンチレータ、出力された可視光線フォトン
を受光して電荷（又は、電気的な信号）を生成する光ダイオード（又は、フォトダイオー
ド）及び生成された電荷を貯蔵する貯蔵素子（例えば、ストレージキャパシタ）を備えて
いてもよい。一方、電荷が貯蔵可能な光ダイオードを用いてもよい。
【００３３】
　ゲートモジュール１２０は、複数本のゲートライン１２１のうちの少なくとも一本のゲ
ートラインを選択してもよく、選択されるゲートラインを制御してもよい。例えば、ゲー
トモジュール１２０においてゲートラインを選択すると、選択されたゲートラインにある
貯蔵素子（例えば、ピクセル電極、ストレージキャパシタなど）をオンにすることができ
、選択されたゲートラインにある貯蔵素子がオンになると、貯蔵素子に蓄積された電荷が
データライン１３１に移動することができる。
【００３４】
　本発明においては、自動露出感知（ＡＥＤ）機能のために、複数本のゲートライン１２
１のうち、放射線への露出を感知すべきゲートライン１２５を少なくとも１本選択するこ
とができる。放射線への露出を感知すべきゲートライン１２５が選択されると、放射線検
出器１００は、放射線への露出が感知されるまで選択されたゲートライン１２５のみを走
査（又は、電荷のリードアウト）して電荷量を読み出すことにより、放射線への露出を感
知することができる。一方、放射線への露出を感知すべきゲートライン１２５としては、
普遍的に多量の放射線が照射される部分である中央部に近いゲートライン１２１を選択し
てもよいが、本発明はこれに何ら限定されるものではなく、所望の位置（例えば、上段部
、下段部など）に選択してもよく、複数本のゲートライン（例えば、上段部、中央部及び
下段部の３本のゲートラインなど）を選択してもよい。
【００３５】
　リードアウトモジュール１３０は、複数本のデータライン１３１のうちの少なくとも一
本のデータラインを選択し、選択されるデータライン及びゲートモジュール１２０におい
て選択されたゲートラインにより決定される（又は、選択されるデータラインとゲートモ
ジュールにおいて選択されたゲートラインとが交差する点に対応する）ピクセルに貯蔵さ
れた電荷を読み出してもよい。例えば、貯蔵素子がオンになって貯蔵素子に蓄積された電
荷がデータライン１３１に移動すると、リードアウトモジュール１３０が電荷の移動され
たデータラインを選択して電荷の移動されたデータラインから電荷を読み出してもよい。
このとき、リードアウトモジュール１３０は、読み出した電荷を電気信号に変換してもよ
い。
【００３６】
　本発明においては、複数本のデータライン１３１のうち、放射線の感知のために選択さ
れたゲートライン１２５と交差する少なくとも一本のデータラインを選択し、選択された
少なくとも一本のデータライン及び放射線への露出の感知のために選択されたゲートライ
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ン１２５により決定される少なくとも一つの露出感知ピクセル１１５に貯蔵された電荷を
読み出してもよい。このとき、一つの露出感知ピクセルのみを用いてもよいが、より安定
的に放射線への露出を感知するために、複数の露出感知ピクセルを用いてもよい。これに
より、露出感知ピクセル１１５においてのみ電荷を読み出して手軽に自動露出感知（ＡＥ
Ｄ）機能を行うことができる。
【００３７】
　一方、複数本のゲートライン１２１及び複数本のデータライン１３１は、集積回路（Ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ；ＩＣ）に接続されるようにグループ化されてもよ
く、各集積回路（ＩＣ）は、複数本のラインがそれぞれ接続される複数のチャンネルを有
していてもよい。例えば、放射線検出器１００は、横方向及び縦方向にそれぞれ１２個ず
つ（合計２４個）のゲート集積回路（Ｇａｔｅ ＩＣ）及びリードアウト集積回路（Ｒｅ
ａｄＯｕｔ ＩＣ；ＲＯＩＣ）を備えていてもよく、各集積回路（ＩＣ）は、２５６チャ
ンネルを備えていてもよい。この場合、放射線検出部１１０は、３０７２×３０７２のピ
クセルに仕切られてもよく、各集積回路（ＩＣ）において一本ずつ１２本のデータライン
１３１を選択して１２個の露出感知ピクセル１１５を用いてもよい。ここで、各ピクセル
の幅は、１４０μｍであってもよく、ピクセル値（例えば、ピクセルに貯蔵された電荷量
）の範囲は、０～１６，３８４（１４ｂｉｔ）であってもよい。また、各集積回路（ＩＣ
）から一本ずつデータライン１３１を選択する場合、各集積回路（ＩＣ）から同じチャン
ネルに相当するデータライン１３１を選択してもよく、いずれか一つの露出感知ピクセル
１１５において放射線への露出感知の不良が発生したとき、速やかに次の露出感知ピクセ
ル１１５に移動することができる。更に、各露出感知ピクセル１１５の位置が把握し易く
、各露出感知ピクセル１１５の位置を知ると、放射線への露出感知速度が上がり、放射線
への露出感知により失われた電荷量データが補正し易い。一方、露出感知ピクセル１１５
は必ず１２個を選択する必要はなく、少なくとも一つの露出感知ピクセルを選択すればよ
い。なお、露出感知ピクセルにより自動露出感知（ＡＥＤ）の運用が制限されることはな
いため、全体の平均若しくは所望の露出感知ピクセルの数を変更してもよい。
自動露出感知部１４０は、リードアウトモジュール１３０が露出感知ピクセル１１５から
読み出す電荷量を用いて、放射線検出部１１０の放射線への露出有無を判断してもよい。
例えば、放射線検出部１１０の非露出時（又は、自動露出感知の初期）にリードアウトモ
ジュール１３０が読み出した電荷量をもって基準電荷量値を設定し、前記基準電荷量値及
び読み出す（又は、読み出したばかりの）電荷量を比較して、前記読み出す電荷量が前記
基準電荷量値以上であれば、放射線検出部１１０の放射線への露出を判断してもよい。
【００３８】
　自動露出感知部１４０は、放射線検出部１１０の放射線への非露出時に、リードアウト
モジュール１３０が露出感知ピクセル１１５から読み出した電荷量を用いて基準電荷量値
を設定する基準設定部１４１と、前記基準電荷量値及び現在の露出感知ピクセル１１５の
電荷量を比較して、放射線検出部１１０の放射線への露出有無を判断する比較判断部１４
２と、放射線検出部１１０の放射線への露出を判断した場合に、放射線検出部１１０の複
数のピクセルを走査して放射線検出部１１０の複数のピクセルから映像出力用電荷を読み
出す走査信号を生成する信号生成部１４３と、を備えていてもよい。
【００３９】
　基準設定部１４１は、放射線検出部１１０の放射線への非露出時に、少なくとも一つの
露出感知ピクセル１１５から読み出した電荷量を用いて基準電荷量値を設定してもよい。
放射線への非露出時に少なくとも一つの露出感知ピクセル１１５から読み出した電荷量は
、各露出感知ピクセル１１５に積もった暗電流であってもよく、前記基準電荷量値として
は、少なくとも一つの露出感知ピクセル１１５から読み出した電荷量よりも大きな値が選
択されてもよい。ここで、前記基準電荷量値としては、放射線への露出の感知エラーを減
らすために、放射線への非露出時に少なくとも一つの露出感知ピクセル１１５から読み出
した電荷量よりも所定の割合だけ大きな値が選択されてもよい。前記所定の割合は、放射
線検出器の仕様及び放射線撮影環境などに合わせて適切に定められてもよい。例えば、放
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射線への非露出時に露出感知ピクセル１１５から読み出した電荷量が１０である場合に、
前記基準電荷量値が５０であってもよい。このとき、振動による感知エラーを回避するた
めには、振動による誤差が発生しても放射線への露出時に露出感知ピクセル１１５から読
み出せる電荷量が５０以上ではなければならず、振動による誤差が発生しても放射線への
非露出時に露出感知ピクセル１１５から読み出せる電荷量が５０未満ではなければならな
い。
【００４０】
　一方、従来の放射線検出器は、移動や検査のために患者との摩擦又は接触が頻繁に行わ
れる。このような摩擦や接触により発生する振動により光検出部又は放射線検出部の状態
が変わって意図しない自動露出要請信号が生成されるという問題が発生する。しかしなが
ら、本発明においては、振動による誤差を反映して前記基準電荷量値を設定するので、放
射線への露出感知の誤差を低減することができる。
【００４１】
　比較判断部１４２は、前記基準電荷量値及び現在の露出感知ピクセル１１５から読み出
した電荷量を比較して、放射線検出部１１０の放射線への露出有無を判断してもよい。現
在の露出感知ピクセル１１５から読み出した電荷量が前記基準電荷量値以上である場合に
、放射線検出部１１０が放射線に露出されたと判断してもよい。露出感知ピクセル１１５
に貯蔵される電荷量は、放射線の照射量に比例する。このため、放射線検出部１１０が放
射線に露出されておらず、いきなり放射線に露出されると、現在の露出感知ピクセル１１
５から読み出した電荷量がより大きな値を有して、現在の露出感知ピクセル１１５から読
み出した電荷量が前記基準電荷量値以上になる。これを用いて、放射線検出部１１０の放
射線への露出を判断してもよい。
【００４２】
　比較判断部１４２は、露出感知ピクセル１１５が複数であるとき、現在の複数の露出感
知ピクセル１１５から読み出した電荷量が複数の露出感知ピクセル１１５のうち位置とは
無関係に少なくとも一つの露出感知ピクセル１１５において前記基準電荷量値以上である
場合に、放射線検出部１１０の放射線への露出を判断してもよい。このとき、２以上の露
出感知ピクセル１１５において前記基準電荷量値以上である場合に、放射線検出部１１０
の放射線への露出を判断すると、より正確な放射線検出部１１０の放射線への露出有無を
判断することができる。例えば、ある露出感知ピクセル１１５の故障又は不良が発生して
も、他の露出感知ピクセル１１５の感知（又は、判断）を用いればよいので、ある露出感
知ピクセル１１５の故障又は不良による感知エラーを防ぐことができる。一方、放射線へ
の露出時に放射線検出部１１０のほとんど全てのピクセルに放射線が照射される。このた
め、放射線への露出時には２個所以上の露出感知ピクセル１１５に常に放射線が照射可能
になるので、２以上の露出感知ピクセル１１５において放射線が感知されたとき、放射線
検出部１１０の放射線への露出を判断しても全然問題ない。なお、放射線への露出時に放
射線検出部１１０の中央部は、一般に多量の放射線が照射される部分であるため、放射線
検出部１１０の中央部に全体又は少なくとも一つの露出感知ピクセル１１５が配設されて
もよい。
【００４３】
　これに対し、比較判断部１４２は、現在の露出感知ピクセル１１５から読み出した電荷
量が前記基準電荷量値よりも小さな場合に、放射線検出部１１０の放射線への非露出を判
断してもよい。露出感知ピクセル１１５に貯蔵される電荷量は、放射線の照射量に比例す
る。このため、放射線検出部１１０が放射線に露出され続けなければ、現在の露出感知ピ
クセル１１５から読み出した電荷量が引き続き略同じ値を有し、その結果、放射線への非
露出時に露出感知ピクセル１１５から読み出した電荷量よりも大きな値を有する前記基準
電荷量値よりも現在の露出感知ピクセル１１５から読み出した電荷量が小さくなる。これ
を用いて、放射線検出部１１０の放射線への非露出を判断してもよい。
【００４４】
　信号生成部１４３は、放射線検出部１１０の放射線への露出有無の判断により走査要請
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信号及びリセット要請信号を有する制御信号を生成してもよい。信号生成部１４３が放射
線検出部１１０の放射線への露出を判断した場合には、放射線検出部１１０の複数のピク
セルを走査して放射線検出部１１０の複数のピクセルから映像出力用電荷を読み出すため
の走査要請信号を生成してもよい。放射線検出部１１０の複数のピクセルを走査する方法
としては、左側の最上端から右側の最下端まで順次に走査していく順次走査（ｐｒｏｇｒ
ｅｓｓｉｖｅ ｓｃａｎ）が挙げられる。このために、シフトレジスタ（Ｓｈｉｆｔ Ｒｅ
ｇｉｓｔｅｒ）などのライン移動部（図示せず）を用いても良く、前記映像出力用電荷は
、放射線映像を生成するのに使用可能である。一方、一本のゲートライン１２１を走査す
る時間は、非常に短い時間であってもよい。例えば、約１９６μｓであってもよい。一本
のゲートライン１２１を走査する時間が約１９６μｓである場合、放射線検出部１１０の
放射線への露出が判断されて設定された露出時間（例えば、５００ｍｓ）に見合う時間だ
け放射線検出部１１０を放射線に露出させると、露出感知ピクセル１１５又は放射線の感
知のために選択されたゲートライン１２５は、前記基準電荷量値及び現在の露出感知ピク
セル１１５の電荷量の比較のために、約１９６μｓの放射線の照射量を失ってしまう。な
お、シフトレジスタの詳細については、後述する。
【００４５】
　これに対し、信号生成部１４３は、放射線検出部１１０の放射線への非露出であると判
断した場合に、放射線検出部１１０の複数のピクセルに貯蔵された電荷を全て除去するた
めのリセット要請信号を生成してもよい。放射線検出部１１０の放射線への非露出時に少
なくとも一つの露出感知ピクセル１１５から読み出した電荷量は、暗電流であってもよい
。また、放射線検出部１１０の複数のピクセルの全てに暗電流が積もっている場合がある
ため、正確な放射線検出部１１０の放射線への露出有無の判断及び高品質の放射線映像の
ために、放射線検出部１１０の放射線への露出前に放射線検出部１１０の複数のピクセル
に貯蔵された電荷を全て除去してもよい。ここで、信号生成部１４３は、放射線検出部１
１０の放射線への非露出であると判断されると、放射線検出部１１０の複数のピクセルに
貯蔵された電荷を全て除去せよとの前記リセット要請信号を生成してもよい。
【００４６】
　ゲートモジュール１２０は、前記複数本のゲートラインが順次に選択されるようにする
シフトレジスタなどのライン移動部（図示せず）を備えていてもよい。一方、リードアウ
トモジュール１３０も、前記複数本のデータラインが順次に選択されるようにするライン
移動部（図示せず）を備えていてもよい。前記シフトレジスタは、デジタル回路に線形方
式により設けられたプロセッサレジスタの集まりであり、回路が活性化された場合に、デ
ータを行の下に移動させるなどして入出力を互いに接続してもよい。本発明においては、
前記シフトレジスタを用いて、放射線検出部１１０の複数のピクセル又は複数の露出感知
ピクセル１１５の順次走査を行ってもよい。
【００４７】
　また、前記ライン移動部（図示せず）は、複数の露出感知ピクセル１１５から電荷を読
み出した後に初期化させて選択されたゲートライン１２５が再び選択されるようにする。
これは、放射線検出部１１０の放射線への露出であると判断されるまで連続的な放射線の
感知のために前記選択されたゲートライン１２５が繰り返し選択されるように放射線検出
部１１０の放射線への露出有無を判断するために行われる前記選択されたゲートライン１
２５の走査が終わる度に初期化させてもよい。ここで、前記ライン移動部（図示せず）の
初期化とは、左側の最初の露出感知ピクセル１１５から再び走査するように放射線の感知
のために選択されたゲートライン１２５の走査が終わった後に左側の最初の露出感知ピク
セル１１５が選択されるようにすることを意味する。これは、選択されたゲートライン１
２５から他のゲートライン１２１に移動することなく、同様に選択されたゲートライン１
２５を選択して放射線への露出の感知が選択されたゲートライン１２５において繰り返し
行われるようにすることである。この場合、選択されたゲートライン１２５の同じライン
を繰り返し走査する走査速度が高く、放射線への露出の感知により失われた電荷量データ
が補正し易くなる。一方、前記ライン移動部（図示せず）の初期化を行わなければ、放射
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線の感知のために選択されたゲートライン１２５の走査が終わった後に選択されたゲート
ライン１２５の次のゲートラインが選択される。このとき、前記次のゲートラインのピク
セルのうち左側の最初のピクセルから選択される。また、放射線検出部１１０の放射線へ
の露出であると判断される場合に、前記ライン移動部（図示せず）を初期化させて放射線
検出部１１０の複数のピクセルのうち左側の最上端のピクセルが選択されるようにしても
よい。ここで、初期化を行わない場合に、２本以上のゲートライン１２１がオンになって
異常映像が得られることがある。
【００４８】
　自動露出感知部１４０は、主制御部５０の内部論理回路（Ｌｏｇｉｃ）であってもよい
。主制御部５０は、現場でプログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ）及び現場でプログ
ラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ）が行うべき機能がプログラムされた論理回路（Ｌｏ
ｇｉｃ）を備えていてもよい。ここで、現場でプログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ
）は、プログラム可能な非メモリ半導体の一種であり、回路が変更できない通常の半導体
とは異なり、用途に合わせて回路を再び組み込んでもよい。このため、自動露出感知（Ａ
ＥＤ）機能のために、まるでソフトウェアをプログラムするように自動露出感知（ＡＥＤ
）機能のための論理回路（Ｌｏｇｉｃ）を構成して手軽に半導体に自動露出感知（ＡＥＤ
）機能を持たせてもよい。これにより、現場でプログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ
）の内部の論理回路（Ｌｏｇｉｃ）を用いて自動露出感知（ＡＥＤ）モジュールを構成し
て、別途の複雑な自動露出感知（ＡＥＤ）装置なしにも手軽に自動露出感知（ＡＥＤ）機
能を行うことができる。換言すると、現場でプログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
である主制御部５０に自動露出感知部１４０を組み込んでもよい。
【００４９】
　一方、従来の自動露出要請信号を生成する非同期方式の放射線検出器において、自動露
出要請信号を生成する回路には、光検出部又は放射線検出部において低いレベルの信号が
感知される場合であっても自動露出要請信号を生成するように、増幅回路が配設されても
よい。この場合、インパルスなどの雑音信号が増幅されて意図せずに自動露出要請信号が
生成されてしまうという問題がある。また、放射線への露出を感知するための別途の複雑
な装置が必要になるため、放射線検出器が用いられる環境下において急激な温度の変化に
よりトリガー信号を生成する回路を構成する素子の状態が変わってオフセットが変更され
るため、意図しない自動露出要請信号が生成されてしまうという問題もある。しかしなが
ら、本発明においては、放射線への露出を感知するための別途の複雑な装置なしに現場で
プログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ）である主制御部５０に自動露出感知部１４０
を組み込むことから、振動、インパルスなどの雑音信号により放射線への露出感知エラー
が発生することを低減することができる。
【００５０】
　放射線検出器１００は、前記制御信号を受け取ってゲートモジュール１２０及びリード
アウトモジュール１３０を制御する制御部１５０を更に備えていてもよい。制御部１５０
は、放射線検出器１００の全般的な制御を司る。前記走査要請信号及び前記リセット要請
信号が自動露出感知部１４０から制御部１５０へと送られると、ゲートモジュール１２０
及びリードアウトモジュール１３０が前記走査要請信号に対応する走査機能及び前記リセ
ット要請信号に対応するリセット機能を行うように制御してもよい。一方、制御部１５０
は、主制御部５０に組み込まれてもよい。
【００５１】
　また、主制御部５０は、データインタフェース１６０を更に備えていてもよい。データ
インタフェース１６０は、放射線検出部１１０の放射線への露出であると判断されてゲー
トモジュール１２０及びリードアウトモジュール１３０が走査により読み出した前記映像
出力用電荷を取得した後に前記映像出力用電荷データをフレーム状に配列して個人向けコ
ンピュータ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ；ＰＣ）に送る役割を果たしてもよい
。ここで、アナログデータをデジタルデータに変換してデータインタフェース１６０に送
ってもよい。この場合、放射線検出器１００は、アナログデータをデジタルデータに変換
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するアナログ－デジタル変換器１７０を更に備えていてもよい。
【００５２】
　従来には、別途の複雑な自動露出感知（ＡＥＤ）装置を用いて自動露出要請信号を生成
することにより、自動露出要請信号が放射線検出器の制御部に送られると、放射線への露
出であると判断していた。また、放射線への露出であると判断されると、放射線検出部に
積もる暗電流をライン単位で消去するリセット動作を行った後、所定の時間の間に放射線
を吸収する露出動作を行っていた。この場合、リセット動作を行っている間にも検診者に
放射線が被爆されるため、検診者の被爆線量が増え、リセット動作を行っている間の放射
線が消失されてしまう。
【００５３】
　このため、本発明においては、別途の複雑な自動露出感知（ＡＥＤ）装置を用いる代わ
りに、通常の集積回路（例えば、現場でプログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ））に
内部論理回路（Ｌｏｇｉｃ）である自動露出感知（ＡＥＤ）モジュールを組み込んで別途
の複雑な自動露出感知（ＡＥＤ）装置なしにも手軽に自動露出感知（ＡＥＤ）機能を行う
ことができる。また、本発明においては、放射線への露出を感知する前にリセット動作を
行い、放射線への露出を感知した後に直ちに所定の時間の間に放射線を吸収する露出動作
を行ってもよい。このため、放射線の消失なしに放射線を効果的に用いることができ、そ
の結果、検診者に不要な放射線被爆がないので、検診者の被爆線量を最小化することがで
きる。
【００５４】
　このように、本発明の一実施形態による放射線検出器１００は、入射する放射線を検出
して放射線への露出を感知する別途の複雑な装置なしに、ゲートモジュール及びリードア
ウトモジュールを制御するために必須的に用いられる集積回路（例えば、現場でプログラ
ム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ））に内部論理回路（Ｌｏｇｉｃ）として自動露出感知
（ＡＥＤ）モジュールを組み込んで手軽に自動露出感知（ＡＥＤ）機能を行うことができ
る。また、放射線検出部の複数のピクセルのうちから選択された少なくとも一つの露出感
知ピクセルを用いて、一つの露出感知ピクセルだけでも自動露出感知（ＡＥＤ）機能を行
うことができる。このため、自動露出感知（ＡＥＤ）速度が上がり、自動露出感知（ＡＥ
Ｄ）中に失われる電荷量を低減することができる。更に、自動露出感知（ＡＥＤ）モジュ
ールが別途の光検出部材又は放射線検出部材を備える別途の装置ではないため、摩擦や接
触により発生する振動による感知エラーを低減することができる。なお、効果的な放射線
の使用により設定された露出時間に見合う時間だけ被写体が放射線に露出されるので、放
射線に被爆される検診者の被爆線量を最小化することもできる。一方、基準電荷量値を放
射線への非露出時に露出感知ピクセル１１５から読み出した電荷量よりも所定の割合だけ
大きな値に放射線検出器１００の仕様及び放射線撮影環境などに応じて適切に設定するこ
とにより、振動、温度の変化、雑音などの放射線への露出感知エラーを低減することもで
きる。
【００５５】
　図３は、本発明の他の実施形態による放射線撮影方法を示す手順図である。
【００５６】
　図３を参照して本発明の他の実施形態による放射線撮影方法についてより詳細に説明す
るが、本発明の一実施形態による放射線検出器に関して上述した部分と重複する事項につ
いての説明は省略する。
【００５７】
　本発明の他の実施形態による放射線撮影方法は、互いに交差する複数本のゲートライン
及び複数本のデータラインに接続され、マトリックス状に配列された複数のピクセルを有
し、放射線の照射量に比例して生成される電荷を前記複数のピクセルに貯蔵する放射線検
出部を備える放射線検出器を用いた放射線撮影方法において、（ａ）前記複数本のゲート
ラインのうちから少なくとも一本のゲートラインを選択するステップ（Ｓ１００）と、（
ｂ）前記複数本のデータラインのうちから少なくとも一本のデータラインを選択するステ
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ップ（Ｓ２００）と、（ｃ） 前記放射線検出部の前記放射線への非露出時に、前記選択
されたゲートライン及び前記選択されたデータラインにより決定される少なくとも一つの
露出感知ピクセルから電荷を読み出すステップ（Ｓ３００）と、（ｄ）前記露出感知ピク
セルから読み出した電荷量を用いて、基準電荷量値を設定するステップ（Ｓ４００）と、
（ｅ）前記放射線検出部の複数のピクセルに貯蔵された電荷を除去するステップ（Ｓ５０
０）と、（ｆ）前記露出感知ピクセルから電荷を読み出し、読み出した電荷量及び前記基
準電荷量値を比較して、前記放射線検出部の放射線への露出有無を判断するステップ（Ｓ
６００）と、を含んでいてもよい。
【００５８】
　まず、前記複数本のゲートラインのうちから放射線を感知すべき少なくとも一本のゲー
トラインを選択する（Ｓ１００）。放射線を感知すべきゲートラインが選択されると、前
記放射線検出器は、放射線への露出が感知されるまで放射線の感知のために選択されたゲ
ートラインのみを走査するか、又は電荷のリードアウトを行って電荷量を読み出すことに
より、放射線への露出を感知することができる。これにより、従来必要であった別途の複
雑な自動露出感知（ＡＥＤ）装置なしに手軽に自動露出感知（ＡＥＤ）機能を行うことが
できる。
【００５９】
　次いで、前記複数本のデータラインのうちから放射線の感知のために選択されたゲート
ラインと交差する少なくとも一本のデータラインを選択する（Ｓ２００）。このとき、放
射線への露出時に一般的に多量の放射線が照射される部分である前記放射線検出部の中央
部に配設されたデータラインを選択してもよい。
【００６０】
　次いで、前記放射線検出部の放射線への非露出時又は自動露出感知の初期に前記選択さ
れた少なくとも一本のゲートライン及び前記選択された少なくとも一本のデータラインが
交差する少なくとも一つの露出感知ピクセルから電荷を読み出す（Ｓ３００）。この場合
、前記露出感知ピクセルからのみ電荷を読み出して手軽に自動露出感知（ＡＥＤ）機能を
行うことができる。一方、前記放射線検出部の複数のピクセルが１２グループにグループ
化されている場合に、各グループから一本ずつ１２本のデータラインが選択されてもよく
、１２個の前記露出感知ピクセルを用いてもよい。
【００６１】
　そして、少なくとも一つの前記露出感知ピクセルから読み出した電荷量を用いて、基準
電荷量値を設定する（Ｓ４００）。前記露出感知ピクセルから読み出した電荷量は、前記
放射線検出部の放射線への非露出時又は自動露出感知の初期に読み出した電荷量である。
このような前記露出感知ピクセルから読み出した電荷量を前記放射線検出部の放射線への
露出時に読み出せる電荷量と比較して、適切な基準電荷量値を設定してもよい。一方、放
射線への非露出時に前記露出感知ピクセルから読み出した電荷量は、各露出感知ピクセル
に積もった暗電流であってもよく、前記基準電荷量値としては、前記露出感知ピクセルか
ら読み出した電荷量よりも大きな値が選択されてもよい。ここで、前記基準電荷量値とし
ては、放射線への露出の感知エラーを減らすために、放射線への非露出時に前記露出感知
ピクセルから読み出した電荷量よりも所定の割合だけ大きな値が選択されてもよい。ここ
で、前記所定の割合は、放射線検出器の仕様及び放射線撮影環境などに応じて適切に定め
られてもよい。
【００６２】
　次いで、前記放射線検出部の複数のピクセルに貯蔵された電荷を全て除去する（Ｓ５０
０）。前記放射線検出部の放射線への非露出時に前記露出感知ピクセルから読み出した電
荷量は、暗電流であってもよい。また、前記放射線検出部の複数のピクセルの全てに暗電
流が積もっている場合があるため、正確な前記放射線検出部の放射線への露出有無の判断
及び高品質の放射線映像のために前記放射線検出部の放射線への露出前に前記放射線検出
部の複数のピクセルに貯蔵された電荷を全て除去してもよい。
【００６３】
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　次いで、少なくとも一つの前記露出感知ピクセルから電荷を読み出し、読み出す電荷量
及び前記基準電荷量値を比較して、前記放射線検出部の放射線への露出有無を判断する（
Ｓ６００)。前記読み出す（又は、読み出したばかりの）電荷量が前記基準電荷量値以上
である場合に、前記放射線検出部の放射線への露出であると判断してもよい。また、前記
読み出す電荷量が前記基準電荷量値よりも小さな場合に、前記放射線検出部の放射線への
非露出であると判断してもよい。このとき、前記放射線への露出有無を判断するステップ
（Ｓ６００）において、前記読み出す電荷量が前記基準電荷量値よりも小さな場合には、
前記放射線検出部の放射線への非露出であると判断し、前記ステップ（ｅ）及び前記ステ
ップ（ｆ）を再び行ってもよい。これにより、前記放射線検出部の放射線への露出である
と判断するまで前記ステップ（ｅ）及び前記ステップ（ｆ）を繰り返し行って手軽に自動
露出感知（ＡＥＤ）機能を行うことができる。
【００６４】
　前記放射線検出部が放射線に露出される露出時間を設定するステップを更に含んでいて
もよい。前記露出時間が設定されると、前記放射線検出部の放射線への露出が感知された
後に適切な放射線を検診者に照射することができるので、放射線に被爆される検診者の被
爆線量を低減することができ、複雑な構成なしに手軽に放射線の照射量を制御することが
できる。一方、前記露出時間は、放射線の強さに応じて異なるが、前記露出時間及び放射
線の強さは、検診者に応じて適切に定められてもよい。
【００６５】
　前記放射線への露出有無を判断するステップ（Ｓ６００）において、前記読み出す電荷
量が前記基準電荷量値以上である場合には、前記放射線検出部の放射線への露出であると
判断し、前記露出時間の間に前記放射線検出部の放射線への露出を維持するステップと、
前記複数のピクセルを走査して映像出力用電荷を読み出すステップと、を更に含んでいて
もよい。
【００６６】
　前記放射線検出部の放射線への露出を維持するステップにおいては、放射線映像を生成
するために、前記露出時間の間に前記放射線検出部を放射線に露出させる。本発明におい
ては、前記放射線検出部の放射線への露出であると判断した後に前記放射線検出部をリセ
ットするわけではなく、直ちに前記露出時間の間に前記放射線検出部の放射線への露出を
維持してもよい。この場合、前記放射線検出部の放射線への露出であると判断した後に照
射される放射線を引き続き用いることができるので、照射される放射線を効果的に用いる
ことができ、放射線撮影時間を短縮することができる。なお、効果的な放射線の使用によ
り前記露出時間に見合う時間だけ被写体が放射線に露出されるので、放射線に被爆される
検診者の被爆線量を最小化することもできる。
【００６７】
　前記映像出力用電荷を読み出すステップにおいては、前記放射線検出部の前記複数のピ
クセルを走査して、前記放射線検出部の前記複数のピクセルから映像出力用電荷を読み出
す。前記放射線検出部の前記複数のピクセルを走査する方法としては、左側の最上端から
右側の最下端まで順次に走査していく順次走査が挙げられる。このために、シフトレジス
タなどを用いても良く、前記映像出力用電荷は、放射線映像を生成するのに使用可能であ
る。一方、シフトレジスタについての詳細な説明は、本発明の一実施形態による放射線検
出器において説明したため、ここでは省略する。前記映像出力用電荷を読み出すステップ
においても、前記放射線検出部の放射線への露出であると判断した後に前記放射線検出部
のリセットなしに前記設定された露出時間の間に前記放射線検出部の放射線への露出を維
持し、直ちに前記映像出力用電荷を読み出してもよい。これにより、失われる放射線なし
に照射される放射線を効果的に用いることができ、放射線撮影時間を短縮することができ
る。
【００６８】
　一方、前記放射線検出部の前記複数のピクセルから映像出力用電荷を読み出して放射線
映像の生成のために個人向けコンピュータ（ＰＣ）に送った後には、所定の時間（例えば
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、７秒間）前記放射線検出部のリセット（又は、前記放射線検出部の前記複数のピクセル
に残存する電荷の除去）作業を行ってもよい。また、放射線映像の最初の撮影が終わった
後には、前記基準電荷量値の設定なしに所定の間隔（例えば、１００～５００ｍｓの間隔
）にて前記ステップ（ｅ）及び前記ステップ（ｆ）を繰り返し行って自動露出感知（ＡＥ
Ｄ）機能を行い、速やかに放射線の再撮影を行ってもよい。前記放射線検出部のリセット
のための所定の時間は、前記設定された露出時間及び放射線の強さに応じて異なる。ここ
で、放射線に長い時間（例えば、５００ｍｓ以上）露出されたり、高い強さの放射線に露
出されたりすると、放射線映像の生成を通じて前記放射線検出部の前記複数のピクセルに
貯蔵された電荷が全て抜け出ることなく残存してしまう。このような残存電荷に起因して
、次の放射線撮影に際してゴーストイメージ、残像などが存在するおそれがある。このた
め、前記放射線検出部のリセットを繰り返し行ったり、リセット時間を増やしたりして、
前記放射線検出部の前記複数のピクセルに残存する電荷を完全に除去することができる。
このとき、放射線への露出時間及び放射線の強さに比例して多量の電荷が残存するので、
前記設定された露出時間が長くなったり、放射線の強さが高くなったりすると、前記所定
の時間が長くなるおそれがある。その結果、前記放射線検出部のリセットのための回数が
増えたり、リセット時間が長くなったりするおそれがある。
【００６９】
　一方、従来の放射線検出器は、放射線撮影後に再撮影のための準備時間が確保できなけ
れば、次の放射線撮影に際して良質の電荷量データが得られない。このため、アクティブ
ライントリガー方式の放射線検出器においては、所定の時間の再撮影の準備時間を確保し
ている。また、ノンライントリガー方式の放射線検出器を用いる場合には、放射線検出器
の状態を問わずに、放射線照射が行われてしまうという問題がある。換言すると、従来の
放射線検出器は、放射線検出部が未だ安定化されていない状態で次の放射線撮影のための
照射が非常に短い時間内に行われて、放射線検出器が有効な自動露出要請信号を生成する
ことができないか、或いは、良質の電荷量データが得られない場合がある。しかしながら
、本発明においては、放射線映像の最初の撮影が終わった後には、前記基準電荷量値の設
定なしに所定の間隔（例えば、１００～５００ｍｓの間隔）にて前記ステップ（ｅ）及び
前記ステップ（ｆ）を繰り返し行って自動露出感知（ＡＥＤ）機能を行うことができる。
その結果、高速且つ安定的に放射線の再撮影を行うことができる。
【００７０】
　前記放射線への露出有無を判断するステップ（Ｓ６００）においては、前記露出感知ピ
クセルが複数であるとき、前記読み出す電荷量が前記複数の露出感知ピクセルのうちの少
なくとも２個所において前記基準電荷量値以上である場合に、前記放射線検出部の放射線
への露出であると判断してもよい。この場合、より正確に前記放射線検出部の放射線への
露出有無を判断することができる。例えば、ある前記露出感知ピクセルに故障又は不良が
発生しても、他の前記露出感知ピクセルの感知（又は、判断）を用いればよいので、ある
前記露出感知ピクセルの故障又は不良による感知エラーが防がれる。一方、前記放射線検
出部の放射線への露出時に前記放射線検出部のほとんど全てのピクセルに放射線が照射さ
れるので、放射線への露出時には２個所以上の前記露出感知ピクセルに常に放射線が照射
可能である。このため、２以上の前記露出感知ピクセルにおいて放射線が感知されたとき
、前記放射線検出部の放射線への露出であると判断しても全然問題ない。
【００７１】
　前記露出感知ピクセルの電荷量データを補正するステップを更に含んでいてもよい。前
記露出感知ピクセルから所定の間隔にて電荷を読み出して前記放射線検出部の放射線への
露出有無を判断した後、前記放射線検出部の放射線への露出であると判断されると、直ち
に放射線映像を生成する。この場合、前記露出感知ピクセルに対応する電荷量データが失
われて前記放射線映像の映像品質が低下するおそれがある。このため、前記露出感知ピク
セルの電荷量データを補正すると、放射線映像の品質の低下を防ぐことができる。
【００７２】
　前記電荷量データを補正するステップにおいては、前記露出感知ピクセルと隣り合うピ
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クセルの電荷量データを内挿して、前記露出感知ピクセルの電荷量データを補正してもよ
い。前記放射線検出部において、前記露出感知ピクセルは全体の前記複数のピクセルに比
べると、非常に小さな部分を占めるため、前記露出感知ピクセルに対応する電荷量データ
が失われても大きな問題はない。しかしながら、前記露出感知ピクセルが前記放射線検出
部の中央部に配設されて重要な位置の電荷量データが失われる場合には、放射線映像に大
きな問題になるため、前記露出感知ピクセルと隣り合うピクセルの電荷量データを内挿し
て、前記露出感知ピクセルの電荷量データを補正してもよい。この場合、前記露出感知ピ
クセルの電荷量データに前記露出感知ピクセルと隣り合うピクセルの電荷量データの中央
値が取り込まれるため、前記露出感知ピクセルの電荷量データを失われた前記露出感知ピ
クセルに対応する電荷量データの原データに近似させてもよい。これにより、放射線映像
の品質が向上し、その結果、放射線映像による正確な検診が可能になる。
【００７３】
　前記露出時間は、前記ステップ（ｅ）及び前記ステップ（ｆ）を再び行うか、又は繰り
返し行う周期よりも長くてもよい。前記露出時間が前記ステップ（ｅ）及び前記ステップ
（ｆ）を再び行う周期以下になると、前記放射線検出部の複数のピクセルに電荷量データ
が十分に得られない。前記露出時間と前記ステップ（ｅ）及び前記ステップ（ｆ）を再び
行う周期が等しければ、前記放射線検出部の放射線への露出有無を判断する場合に、時間
誤差の最大値が前記露出時間になるため、最適な露出時間の２倍に見合う分だけ検診者又
は被写体が放射線に露出されて検診者の被爆線量が増えるおそれがある。また、前記露出
時間が前記ステップ（ｅ）及び前記ステップ（ｆ）を再び行う周期よりも短ければ、前記
放射線検出部の放射線への露出有無を判断する場合に、時間誤差の最大値が前記露出時間
よりも大きいため、最適な露出時間の２倍よりも長い時間の間に検診者が放射線に露出さ
れてしまい、検診者の被爆線量がなお一層増えてしまう。一方、前記露出時間は、５００
ｍｓ、１ｓなど検診者（又は、被写体）に応じて設定されてもよい。
【００７４】
　このように、本発明の一実施形態による放射線検出器は、入射する放射線を検出して放
射線への露出を感知する別途の複雑な装置なしにゲートモジュール及びリードアウトモジ
ュールを制御するために必須的に用いられる集積回路（例えば、現場でプログラム可能な
ゲートアレイ（ＦＰＧＡ））に内部論理回路（Ｌｏｇｉｃ）として自動露出感知（ＡＥＤ
）モジュールを組み込んで手軽に自動露出感知（ＡＥＤ）機能を行ってもよい。また、放
射線検出部の複数のピクセルのうちから選択された少なくとも一つの露出感知ピクセルを
用いて、一つの露出感知ピクセルだけでも自動露出感知（ＡＥＤ）機能を行ってもよい。
これにより、自動露出感知（ＡＥＤ）速度が上がり、自動露出感知（ＡＥＤ）過程におい
て失われる電荷量を低減することができる。更に、放射線への露出を感知した後に放射線
検出部をリセットするわけではなく、指定された露出時間の間に放射線を感知して照射さ
れる放射線を別途の工程なしに引き続き用いることができるので、照射される放射線を効
果的に用いることができ、放射線撮影時間を短縮することができる。更にまた、効果的な
放射線の使用により設定された露出時間に見合う時間だけ被写体が放射線に露出されるの
で、放射線に被爆される検診者の被爆線量を最小化することもできる。一方、自動露出感
知（ＡＥＤ）モジュールが別途の光検出部材又は放射線検出部材を備える別途の装置では
ないので、摩擦や接触により発生する振動による感知エラーを低減することができる。な
お、基準電荷量値を最初の放射線撮影時にのみ設定すればよいので、早い時間内に放射線
再撮影を行うこともできる。
【００７５】
　以上、本発明の好適な実施形態について図示及び説明したが、本発明は、上述した実施
形態に何ら限定されるものではなく、特許請求の範囲において請求する本発明の要旨を逸
脱することなく当該本発明が属する分野において通常の知識を有する者であれば、これか
ら様々な変形及び均等な他の実施形態が可能であるということが理解できる筈である。よ
って、本発明の技術的な保護範囲は、下記の特許請求の範囲により定められるべきである
。
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